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近年來消費者對於品質的要求愈來愈高，
許多學者也不斷投入在設計及建構新型
或進階的品質管控衡量方法。其中
Boyles (1994)所提出的製程能力指標S𝑝𝑘
與良率有一對一的關係，可惜由於S𝑝𝑘背

後的統計理論相對於其他製程能力指標
複雜許多，使得其理論方法及研究成果
在產業界的應用一直受到限制。因此，
此專題計畫主要目的擬以S𝑝𝑘 為基礎，針

對其在製程良率評估、品質改善分析以
及貨批檢驗及判定計畫之相關理論方法
及模型進行整合，建立一套圖形化的使
用者操作介面（Graphical User Interface, 

GUI）平台。
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1.依據前述資料繪製MCPCA管制圖

對各S𝑝𝑘之最低要求

2.顯示計算結果及相關資訊

3.提供改善的順序及方向

若對各名詞解釋有疑問,可點選此鍵
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